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概要（目的・用途・実施
内容）

Abstract (Aim, Use
Applications and

Contents)

スマートフォン等のタッチパネルのガラス表面に施すコーティング材料について、
その厚さは数nmと極薄で、厚さ計測（厚さの均一性の把握）と基材との界面にお
ける空隙と剥離箇所の探査は性能調査の上で重要である。 性能調査に不可欠な断面
観察技術が確立されておらず、技術獲得が必須である。ガラス表面に存在するコー
ティング材料の断面を可視化するため、断面試料の作製技術とそのノウハウを獲得
し、ガラスへの密着メカニズムの解明へ繋げる。

実験
Experimental

以下の手順でTEM観察と解析を実施。
１ FIB-SEMを用い、保護されたガラス表面より試料を切り出し、切りかけメッシュ
に接着。
２ FIB-SEMで、切りかけメッシュに接着した試料の薄片化を行い、TEM観察試料を
作製。
３ TEMで試料を観察。
４ STEMに付属するエネルギー分散型X線分光（EDS）法による元素分析を実施。
●利用装置
FIB-SEM Scios2サーモフィッシャーサイエンティフィック社製
TEM観察とSTEMによる元素分析はダイキン工業株式会社で実施。

結果と考察
Results and Discussion

試料薄片のTEM観察の例を図1に示す。
(a)コーティング材料断面のTEM像
(b)断面のSTEM明視野像
(c)STEM-EDSによる断面の炭素面分析像
図1の(a)はコーティング材料断面のTEM像で、ガラス表面に沿って赤矢印で示す通
り、透明に近いコントラストでコーティング材料の存在を確認できる。
図1の(b)は断面のSTEM明視野像で、試料保護膜の断面を黒いコントラストで観察
でき、図1の(c)のSTEM-EDSによる断面の炭素面分析像より、図1の(b)の黒いコン
トラストの下側の箇所でコーティング材料に含む炭素を青い帯状で確認できる。
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Figures, Tables and

Equations 1

図1．コーティング材料の断面観察像と元素面分析像
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